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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEI afin quil reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans lesrdesumenis-ei-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following [EC

PR Y-v-%)
SOutreesT

e Bulletin de la CEIl

¢ Annuaire de la CEIl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Termihologie

En ce qli concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterq & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national| (VEI), qui se présente sous forme de pltres
séparés| traitant chacun d'un sujet défini. D
complet$ sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présefte p

cation ¢nt été soit tirés du VE
approuvps aux fins de cette publiCation

Symboples graphiqu

Pour leg symboles
signes ¢l'usage général/ap

consultgra:

et pour les@ppareils électromédicaux,

o |EC Bulletin
e |EC Yearboo

, readers are referred fto IEC 50:
), which is
separate chapters eagh dealing
. Full details of the IBV will be

s and definitions contained in the prgsent publi-
ave either been taken from the IEV or|have been
ifically approved for the purpose of this publjcation.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols [and signs
approved by the [EC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols forl use on
equipment. Index, survey and compilatfon of the
single sheets;

- |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or |EC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical commitiee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES -

Partie 23: Caractéristiques fonctionnelles des contacts

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organis
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comi

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participgnt &ga L LEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Norm i : < ns fixées par

P) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui ¢g
comités d’études ol sont représentés tous les \
dans la plus grande mesure possibje

i s‘engagent
es de la CEIl
et la norme

de la CEL:

CEl 255-0-20 parue en 1974 et constitue upe révision

Dis Rapport de vote

41A(BC)32* 94(BC)1

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.

Les annexes A a E font partie intégrante de cette norme.

* Le sous-comité 41A a été transformé en comité d'études 94.


https://iecnorm.com/api/?name=5db972e8b11f94614d5a511552f98248

255-23 © IEC:1994 ~5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL RELAYS -

Part 23: Contact performance

FOREWORD
1) Th ization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees i C is to
pr } i | and
eleftronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC dards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i i ted in
the| subject dealt with may participate in this preparatory work. lQ bl and
norl-governmental organizations liaising with the IEC also pafti B i i S ion. e |EC
col A i § accordande with
corlditions determined by agreement between the two organ
2) Thq formal decisions or agreements of the IEC on technidal ' 5 ' i 'Ees on
which all the National Committees having a special inte org e rly as

3) Thgy have the form of recommendations™Mor in ati ublished i , tethnical
repprts or guides and they are accepted by the i in th

4) In qrder to promote international unificatiq ¢ tional
Standards transparently to the maximum 3 i i i i i . Any
divergence between the | ing\y clearly
ind|cated in the latter.

Internati : » epared by IEC technical committee 94:

All-ort

This tes a

techn

The te

Dis Report on voting

41A(CO)32* 94(CO)1

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annexes A to E form an integral part of this standard.

* Sub-committee 41A has been transformed into technical committee 94.
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RELAIS ELECTRIQUES -

Partie 23: Caractéristiques fonctionnelles des contacts

1 Généralités
1.1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux ensembles de contacts de relais
entrant dans le domaine de la CEl. Elle couvre les prescriptions fondamentales qui sont
gemérateme O oes—atoustestypesderetais—faisanttobjet-de—a , mais des
prescriptions complémentaires peuvent étre nécessaires pour des relais de*gonception
spécifique ou pour des applications particuliéres.

Elle ne s’applique qu’aux relais a I’état neuf.

La présente norme a pour objet de fixer, pour les e acts de relais:

— les définitions des termes utilisés;
— les valeurs nominales préférentielles;

hite de la
hte Norme
n vigueur.

‘appliquer
mbres de

91: Sdreté

446 0873 apitre 446:
Relais électriques

CEl 50(531): 1974, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 531:
Tubes électroniques

CEI 85: 1984, Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique
CEl 255-1-00: 1975, Relais électriques — Relais électriques de tout-ou-rien

CEl 255-3: 1989, Relais électriques — Troisiéme partie: Relais de mesure et dispositifs de
protection & une seule grandeur d’alimentation d’entrée a temps dépendant ou indépendant
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ELECTRICAL RELAYS -

Part 23: Contact performance

1 General
1.1 Scope and object

This International Standard is applicable to contact assemblies of relays within the scope
of the IEC. It covers basic considerations which are, in general, common to all types of
relayd covered by , bu itated by
specific designs or application.

It applies only to relays in a new condition.

The object of this standard is to state, for relay contact asg

— | definitions of terms used;
— | preferred rated values;
— | preferred test conditions;

— | basic criteria of contact failure;
— | assessment of performance d3
— | presentation of performance da

1.2 |Normative refere

The fpllowing @
text, constitute pro

ce

provisions which, through reference inp this
n, the

editio arties
to ag e the
possibility of~a i cated
belo tional
Stan

IEC ipend-
ability and qualit

IEC 446:

IEC 50(531): 1974, International Electrotechnical Vocabulary (IEV)} - Chapter 531:
Eiectronic tubes

IEC 85: 1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation
IEC 255-1-00: 1975, Electrical relays — All-or-nothing electrical relays

IEC 255-3: 1989, Electrical relays — Part 3: Single input energizing quantity measuring
relays with dependent or independent time
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CE| 255-5: 1977, Relais électriques — Cinquiéme partie: Essais d’isolement des relais
électriques

CEl 255-7: 1991, Relais électriques — Partie 7: Méthodes d’essai et de mesure pour ies
relais électromécaniques de tout-ou-rien

CEl 255-14: 1981, Relais électriques - Quatorziéme partie: Essais d’endurance des
contacts des relais électriques ~ Valeurs préférentielles pour les charges de contact

CEl 255-15: 1981, Relais électriques - Quinziéme partie: Essais d’endurance des
contacts des relais électriques — Spécification pour les caractéristiques des équipements
d'essai

CEIl 255-19: 1983, Relais électriques — Dix-neuviéme partie: Spécification intermédiaire:
qualité

|particuliére

CEl 255-19-1: 1983, Relais électriques - Dix-neuviéme partie;
} ance de la

cadre: Relais électromécaniques de tout-ou-rien, sSoumis_a

CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour 16s¥ S

CEIl 605-6: 1986, Essais de fiabilité des équi de validité

de I'nypothése d’'un taux de défaillance con

CEl 664-1: 1992, Coordination de - ik (réseaux) a

CCITT, Vol. I1X: 1989, Protectio ia série K -
j 6s répéteurs téléalimentés a gomposants
a état solide pou ures de protection contre les pgrturbations

extérieures

Pour y g hwésente Norme internationale, les définitiong suivantes

généraux non définis dans cette norme, il y a lieu de se réféer aux autres
4 la CEIl 50.

2.1 “eircui ghtact (voir 2, figure 1): Ensemble des parties conductrices| d’'un relais
destinées-a étpe insérées dans un circuit extérieur donné qui doit étre fermé oy ouvert par
lereldis. [VET 446-16-02 modifié]

NOTE - Un contact & deux directions comporte deux circuits de contact.

2.2 ensemble de contact (voir 1, figure 1): Ensemble des éléments de contact avec leur
isolation qui, par leur mouvement relatif, assurent la fermeture ou I'ouverture de leur
circuit de contact. [VEI 446-16-03]

2.3 élément de contact (voir 3, figure 1): Partie conductrice d’'un ensemble de contact
qui est électriquement isolée de I'autre (ou des autres) quand le circuit de contact est
ouvert. [VEI 446-16-04]

2.4 piadce de contact (voir 4, figure 1): Partie d’'un élément de contact destinée a contri-
buer avec une autre i la fermeture du circuit de contact. [VEI 446-16-05 modifié]
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IEC 255-5: 1977, Electrical relays — Part 5: Insulation tests for electrical relays

IEC 255-7: 1991, Electrical relays — Part 7: Test and measurement procedures for electro-
mechanical all-or-nothing relays

IEC 255-14: 1981, Electrical relays — Part 14: Endurance tests for electrical relay contacts —
Preferred values for contact loads

IEC 255-15: 1981, Electrical relays — Part 15: Endurance tests for electrical relay contacts —
Specification for the characteristics of test equipment

IEC 255-19: 1983, Electrical relays — Part 19: Electromechanical all-o lys of
assesged quality
IEC 255-19-1: 1983, Electrical relays — Part 19: Blank deta eCtro-

IEC 6D5-6: 1986, Equipment reliability testing — Pa alidity of a constant

failure rate assumption
low-voltage systems -
- Series K Recommendations —

CCITT, Vol. IX: 1989, Protection against~interere
Recommendation K.17: Te %- s.Using solid-state devices in orger to
checH the arrangement ~ om. extergalinterference

2 D

For th
NO to the
oth

21 ¢ 5 of a

nded to be connected to a given external circuit which is to be glosed
lay. {[IEV 446-16-02 modified]

relay whichsare
oropened-by the r

NOTE - A change-over contact involves two contact circuits.

2.2 contact assembly (see 1, figure 1): An assembly of contact members, with their
" insulation, which close or open their contact circuit by their relative movement.
[IEV 446-16-03]

2.3 contact member (see 3, figure 1): A conductive part of a contact assembly which is
electrically isolated from other such parts when the contact circuit is open. [IEV 446-16-04]

2.4 contact tip, contact point (see 4, figure 1): A conductive part of a contact member
designed to co-act with another to close the contact circuit. [IEV 446-16-05 modified]
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|f‘ - _r:— - ____:‘l ®
| | 44— F—ﬁ"
| 77 A=t—®
| &S 7 ¥
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@

@ Ensemble de contact
@ Circuit de contact

@ Elément de contact
@ Piéce de contact

Figure 1 — Exemple illustrant fe

s un état de travail.

contact est capable d’'établir dans des conditions spécifiées.

établi lorsque le rela

13977

s est dans

conditions

piéces de

ininterrompu d’un circuit de contact*: Valeur la plus
alsur efficace en courant alternatif) qu’un circuit de confact préala-
¢ supporter en permanence dans des conditions spécifiées.

courte durée admissible dans un circuit de contact*: Valeur

capable de

limite de fermeture*: Valeur la plus élevée du courant qu’'un epsemble de

2.12 pouvoir limite de coupure*: Valeur la plus élevée du courant qu'un ensemble de

contact est capable de couper dans des conditions spécifiées.

2.13 pouvoir limite de manoeuvre*: Valeur la plus élevée du courant qu’'un circuit de
sortie est capable d’établir et d'interrompre successivement dans des conditions spéci-
fiées telles que tension, nombre de manoceuvres, facteur de puissance, constante de

temps. [VEI 446-16-21]

*

correspondantes.

Les valeurs limites (voir 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 et 2.13) peuvent étre supérieures aux valeurs nominales
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|

@ 9i77

@ Contact assembly
@ Contact circuit
@ Contact member

2.5 make contact: A contact which/i in jts unenergized con

and w

dition

26 b 3 the relay is in its unenergized
conditjon and which is open when the\rel ized condition.
2.7 dontact gap: The ga e cenhtact tips, under specified conditions, whejn the

contagt circuit is open.

2.8 gontact f@x i wo contact tips exert against each other i

closed position s

29 1

(r.m.sfi

under

2.10
which
under

2.11

limiting making capacity*: The highest value of current which a contact asse

h the

rrent
pusly

rrent
eriod

mbly

is capable of making under specified condiiions.

2.12 limiting breaking capacity*: The highest value of current which a contact assembly
is capable of breaking under specified conditions.

2.13 limiting cycling capacity*: The highest value of current which an output circuit is
capable of making and breaking successively under specified conditions (voltage, number
of cycles, power factor, time constant, etc.). [IEV 446-16-21]

*  The limiting values (see 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 and 2.13) may be greater than the corresponding rated
values.
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2.14 rebondissement: Phénoméne qui peut se produire lors de la fermeture ou de
I'ouverture d'un circuit de contact lorsque les piéces de contact se touchent et se séparent
successivement avant d’atteindre leur position définitive. [VEI 446-16-22]

2.15 temps de rebondissement: Pour un contact qui ferme ou ouvre son circuit, temps
écoulé entre I'instant ol le contact s'établit ou se rompt pour la premiére fois et 'instant
ou le circuit est définitivement fermé ou ouvert. [VEI 446-17-13]

2.16 accompagnement d’un contact: Lors de I'établissement d’un contact, déplacement
spécifié des piéces de contact qui prolonge dans le méme sens celui par lequel elles se
sont touchées une premiére fois. [VEl 446-16-08]

ct, mouve-

]

.17 glissement des piéces de contact: Lors de I'établissement d'un, conta

es paragraphes suivants contiennent des définitions applicables 2 i it-ou-rien.

.18 fiabilité d’un relais: Probabilité qu’un relais/pPui t fon exigée
ans des conditions définies pour un intervalle de ¢ g 3 p défini de

NOTE - Il est généralement admis qu’un relaig-€ -ri ‘ ptible a I'origine d'assumer cette
fonction exigée dans sa condition injtiale.

.19 moyenne des temps de Espérance

athématique de la durée de bg

.20 moyenne des te ie (‘)*: MTBF,

NOTE -~ Lg nol
nement' ’

bon fonction-

2.21 taux de relatif au
{emps de Servi
2 illance relatif au cycle” A (symbole): &, est 'inverse du MTBF :

p 23 endurance électrique: Nombre de cycles avant défaillance, sous desl|conditions
électriques de charge spécifiées et de fonctionnement autres.

NOTE - L'endurance électrique est de préférence établie a un taux de confiance de 60 % ou 80 %.

2.24 essai d’endurance d’un relais: Essai effectué avec un trés grand nombre de
manoceuvres pour détecter si les propriétés des relais sont affectées par I'application
de contraintes établies.

*

Les termes et définitions sont donnés pour un usage limité tel que le définit I'annexe E.
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2.14 bounce: A phenomenon which may occur while a contact circuit is making or break-
ing and which is characterized by the contact tips successively touching and separating
before reaching their final condition. [IEV 446-16-22]

2.15 bounce time: For a contact which is closing (opening) its circuit, the time interval
between the instant when the contact circuit first closes (opens) and the instant when the
circuit is finally closed {(opened). [IEV 446-17-13]

2.16 contact follow; contact over-travel: The further specified movement of the contact
tips when making and after they have just touched and while they are travelling in the
same direction as the moving contact member. [IEV 446-16-08]

2.17 |contact wipe: When a contact is making, the relative rubbing mgvement of legntact
tips after they have just touched. [IEV 446-16-09]

The following definitions apply to all-or-nothing relays.

2.18 inder
given
NO| hin its
initi

2.19 on of

2.20 quals

the cy

NOTE - MTBF s often u i BF Yo define the number of cycles between failures in place of
the|operating tw en failgres)

2.21 | relay fail : Yhe number of failures relative to the time of service
of the relay.
NOTE - ¢

222 re rate™ A (symbol): A, is the reciprocal of MTBF _: A =

MTBF

elec-

2.23 :
trical loading and other operating conditions.

NOTE - Electrical endurance is preferably stated at confidence level of 60 % or 90 %.

2.24 relay endurance test: A test carried out over a number of operations to investigate
how the properties of a relay are affected by the application of stated stresses.

*  Terms and definitions are given for restricted use as explained in annex E.
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2.25 panne de contact due a une résistance du circuit de contact: L’apparition d’'une
panne de contact est détectée lorsque la résistance d’un circuit de contact fermé dépasse
la valeur maximale indiquée dans la spécification particuliére.

2.26 panne de contact due a la non-ouverture d’un circuit de contact: L'apparition
d’une panne de contact, due au fait que le contact ne s’ouvre pas est détectée lorsque la
résistance d’'un ensemble de contacts ouverts descend au-dessous de la valeur minimale
indiquée dans la spécification particuliére.

2.27 défaillance de contact: L'apparition d'une défaillance de contact est détectée
lorsque le nombre de pannes da & une résistance du circuit de contact, et/ou le nombre
de pannes dd a la non-ouverture d'un circuit de contact dépasse le nombre de pannes

N aVallalsrla ara an co rotéran N _cp atals= A\ O

capable de

relais.

n
[
=3
o
[0
o
1]
c
=
=<
o
ey
o
O
2
o

)
D
17
=
Y
o
w
A\

P.31 relais défec

N ouverture
pu aprés sa fer

.33 te
pu aprés so

tielles ont été indiquées dans le but de réduire le nombre des essais a
ir des valeurs de référence pour la comparaison des caractgristiques.

'\\- efére

eret de fou

3.1, Naleurs’nominales normalisées

es valeurs nominales normalisées des circuits de contact mentionnées ci-apreés sont
extraites des autres parties de la CEl 255.

3.1.1 Tensions nominales

Valeurs préférentielles:

— courant continu: 12 24 48 60 110 125 220V;
- courant alternatif: 12 24 48 110 220V (valeur efficace).

D'autres valeurs de tension sont admissibles, bien que non indiquées comme préférées
dans la présente norme.
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2.25 contact fault due to contact-circuit resistance: The occurrence of a contact fault
is assumed when the contact-circuit resistance of a closed contact exceeds the maximum
value stated in the relevant specification.

2.26 contact fault due to non-opening of the contact circuit: The occurrence of a
contact fault due to the fact that the contact does not open is assumed when the resis-
tance of an open contact assembly falls below the specified minimum value stated in the
relevant specification.

2.27 contact failure: The occurrence of a contact failure is assumed when the number of
faults due to contact-circuit resistance and/or of faults due to non-opening of the contact
circuit exceeds the number of fauits stated in the relevant specification, with reference to a

singl

2.28

NOJTE — A relay fault persists for only a limited time after which the relay re
required function without being subject to any corrective maintenance.

2.29

its required function.

2.30

NOITES

1
2

2.31
2.32

ry Fnpn | oy $
G ol U Lutiiavt.

relay fault: A temporary malfunction occurring in a relay.

relay failure: A failure occurring when the relay i

[IEC 255-7: 1991, 2.5

2.33

opening. [IEC 255

contact

form a

ry out

bsing.

r after

3 Sgandafd
Valug ! arred have been chosen so as to minimize test conditions and to
provifle referenice value

3.1
Stan

Standard ratéd values

ard rated values for contact circuits given below are seiected fronr other p

IEC 255.

3.1.1

Rated voltages

Preferred values:

dc.:12 24 48 60 110 125 220V;
a.c.:12 24 48 110 220V (rm.s.).

Other voltages are acceptable but have not been preferred in this standard.

rts of
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3.1.2 Courants nominaux

Pour le courant nominal, de service ininterrompu, en courant alternatif et continu:
1 125 16 2 25 3,15 4 5 63 8

ou les multiples et sous-multiples décimaux de ces nombres en amperes. 1, 2 et 5 sont
des valeurs préférentielles.

Aucune valeur n'est fixée pour les pouvoirs nominaux de fermeture, de coupure et de manoeuvre.

3.2 Valeurs préférentielles normalisées

29 4 Eriauanco-do manoouvee
o=t —HogHeHee-Go--Haose o

| es valeurs préférentielles sont:

manceuvres par heure:
30 - 120 - - 600 - 1200 1800 3600 7200 - 12000

(22

manceuvres par seconde:

- - 0026 - 005 01 - 026 - 0,5 1 2 25 3¢ 50 100 200

Sauf indication contraire du constructeu ilisation relatif aux circuits d’ali-

mentation doit étre de 50 %.

3.2.3.1 Valeurs préférentielles \dan initiales: maximum 100, 200 pu 500 mQ,

1,5, 10 ou 50 Q.

3.2.3.2 Valeu g hrés les essais: maximum 0,5, 1, 10 ou 100 Q.

5.2.3.3 @ <

détection des pannes dues a la non-oyiverture du
circuit de ce '

3is: minimum 100 kQ.

circuit de

Les valeurs préférentielles, dans les conditions initiales, entre les différents|circuits de
Atae s—ettes—cireud 8 8 255-5 sont:

3.2.5 Essai a la tension de choc électrique
a) Tensions préférentielles: 0,5, 1,0 ou 1,5 kV.

NOTE - Selon la hauteur au-dessus du niveau de la mer, ces données seront corrigées conformément
44.1.1.2.1 de la CEl 664-1.

b) Forme d’onde préférentielie: 1,2 us/50 us ou 10 us/700 ps.
c) Nombre préférentiel d'impulsions: alternativement 3 impulsions positives et 3 négatives.

d) Fréquence préférentielle des impulsions: 2 impulsions/min pour une forme d'onde
de 10 us/700 ps.
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3.1.2 Rated currents
For rated continuous currants, a.c. and d.c.:
1 125 16 2 25 3,15 4 5 63 8

or the decimal multiples or submultiples of these figures in amperes. 1, 2 and 5 are
preferred values.

For rated making, breaking and cycling capacity, no values are listed.

3.2 Standard preferred values

DIOLL £ ety

3 2 1 roc 1o Of 1D
Y P TTeaTrhCeyUroperatroit

Preferfed values:

cycles per hour:
6 30| - 120 - - 600 -~ 1200 1800 3600 7200 — 12000 -

cycles per second:

-~ =~ |0025 - 005 01 - 025 - 05 1 2 3 50 100 200
3.2.2 | Duty factor (see IEV 531-18-15)

Unless otherwise stated by the manufacturer, duty factor\teferring to the energizing
circuith shall be 50 %. 6

3.2.3 | Contact-circuit resistance

3.2.3.] 5, 10
or 50 Q.

3.2.3.2 Preferred va

3.2.3.8 Prefe ircuit
during tests: minkrur

3.2.3.4 Voltags i due to non-opening of the contact circuit during fests.

Prefernréd va NS X, 24 or 48 Vd.c.

3.2.4

Preferred value in initial condition between different opened contact circuits and between
separ treuits—t i - 905134512 or
2,5kV a.c.

3.2.5 Impulse voltage test
a) Preferred voltages (rated values): 0,5, 1,0 or 1,5 kV.

NOTE - Depending on the height above sea-leve! these values are to be corrected in accordance with
4.1.1.2.1 of {EC 664-1.

b) Preferred waveform: 1,2 us/50 ps or 10 us/700 ps.
c) Preferred number of pulses: alternate 3 positive and 3 negative pulses.
d) Preferred frequency of pulses: 2 pulses/min for waveform of 10 us/700 ps.
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3.2.6 Résistance d’isolement

a) Valeurs préférentielles: 5, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1 000 MQ.
b) Tension de mesure préférentielle: 100 V pour une tension d'isolement assignée

de 30 V maximum, 250 V pour une tension d’isolement assignée comprise entre 30 V

et 60 V et 500 V pour une tension d'isolement assignée comprise entre 60 V et 250 V.

3.2.7 Nombre de cycles déterminant I'endurance électrique

Valeurs préférentielles: 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000,

500 000, 700 000, 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000, 5 000 000, 10 000 000,

20 000 000, 30 000 000, 50 000 000 ou 1000 000 000.

3.2.8  Taux de défaillance de contact pour évaluation d’essais

Valeurs préférentielles: maximum 1075, 1078, 1077 maroenyre.

# Conditions d’essai

4.1  Généralités

a) Au début de chaque essai, le relai
dans un état neuf et propre pour ce q
contraire du constructeur.

¢ |t pas étre mféneure a la valeur de rgférence.

Térieure du
1

res facteurs et grandeurs d'influence doivent avoir leur| valeur de

réfé nce donnée dans la partie appropriée de la CEl 255.

g)~ L’atmosphére doit &tre pratiquement exempte de poussiére et autres pollpants.

h) Lorsqu’un lubrifiant ou toute autre préparation est recommandé par le constructeur,
I'application doit en étre faite avant le commencement de I'essai.

ts, doit effectiviement étre
ai en question, sauf indication

manoeuvre

ion corres-

45 % a 75 % sauf indication contraire dans la spécification corres-

i) Durant I'exécution de toute suite donnée d'essais, les contacts ne doivent étre ni

nettoyés, ni touchés.

j) La cadence d’essai ne doit pas étre supérieure & celle indiquée par le constructeur.

Elle doit étre telle qu'il n’y ait pas d’effets dommageables par I'échauffement cumulatif

des contacts ou par ionisation cumulative a I'intérieur du boitier.
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3.2.6 Insulation resistance

a) Preferred values: 5, 10, 20, 50, 100, 500 or 1 000 MQ.

b) Preferred measuring voltage: 100 V for a rated insulation voltage of a maximum of
30 V, 250 V for a rated insulation voltage between 30 V and 60 V and 500 V for a rated
insulation voltage between 60 V and 250 V.

3.2.7 Number of cycles determining electrical endurance

Preferred values: 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000,
500 000, 700 000, 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000, 5 000 000, 10 000 000,
20 000 000, 30 000 000, 50 000 000 or 1000 000 000.

3.2.8 | Contact failure rate for test evaluation purposes

Preferred values: maximum 10'5, 10'6, 10~ or 10'8/contact/cycle.

4 Tdst conditions

41 (General

a) |At the commencement of each test, the=el i ing_contacts, shall be in an
effgctively new and clean conditiofiNi 3 : nless
othprwise stated by the manufactuxer.

b) |The relay shall be mounted in
and with cover, if any, in position.

case

¢) |Ambient temperat re Y anu-

d) Ambienter

tenperature, urile

ge of

e) spe-
cification
f) |Al s as

given in thedppropriate part of IEC 255.

g) [The atmosphere shall be as free as possible from dust and other contaminations.

h) When lubricants or other preparations are recommended by the manufacturer, they
shall be applied before commencing the test.

i) During any given sequence of tests, the contacts shall be neither cleaned nor
touched.

i) The rate of testing shall not exceed that stated by the manufacturer. It shall be such
that there is no harmful cumulative heating of the contacts or harmful cumulative
ionization within the relay case.
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k) Lors des essais en courant alternatif, ’'action du relais doit étre telle que
fermeture ou d’ouverture mécanique du contact soit aléatoire vis-a-vis

255-23 © CEI:1994

I'instant de
de 'onde

(tension pour la fermeture, courant pour 'ouverture), sauf indication contraire dans la

spécification correspondante.

1)
qui fait partie intégrante du relais ou est indiqué par le constructeur comme
pour certaines caractéristiques de contact soit en place durant les essais.

It convient que tout dispositif de protection spécifié ou circuit de soufflage de I'arc

nécessaire

m) Si le relais comporte un dispositif ou circuit pour supprimer les interférences a
fréquence radio, ce dispositif doit étre incorporé dans les circuits de contact durant les

essais de contact.

n) Lors des essais de durée de V|e léqunpement d essai dojt per wettred

sites. Les conducteurs doivent avoir une
soit fransmise au contact par les condu

La valeu
en régime

sont applicables & moins que d’autres valeurs soien

a)~ Grandeurs d’alimentation

3

degré de
t que les
255-15.

ai peuvent
fixées par
buvent étre
cités para-
réciabie ne
annexe A).

males, etc.

gbleau 1 de

hibles pour

itl de contact

spécifiées

Pour les essais des pouvoirs de fermeture, de coupure et de manceuvre, Te relais doit
étre alimenté aux valeurs nominales des grandeurs d'alimentation d’entrée et auxi-
liaires (+2 %). La valeur de relachement des grandeurs d’alimentation doit étre

indiquée par le constructeur.

b) Polarité
Lorsqu’aucune polarité n'est indiquée sur les circuits d'entrée et/ou sur les

circuits de

contact, les essais doivent étre faits dans les conditions de polarité les plus sévéres.
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k) When testing on a.c. loads, actuation of the relay shall ensure that mechanical
contact operation is random with respect to the point on the wave (voltage for make
duty, current for break duty), unless otherwise stated in the relevant specification.

1) All specified protective devices or quenching circuits which are part of the relay
design, or stated by the manufacturer as necessary for particular contact ratings,
should be in position during tests.

m) If the relay has a device or circuit for suppressing radio interference frequencies,
this device shall be included in the contact circuits during contact tests.

n) |During the life test, the test facilities shall be so arranged as to i bgree
of mwonitoring and/or control required by the test clauses. The ch ist b test
eqipment should be as stated in IEC 255-15.

o) |The length and arrangements of all the test circuit S ntact
performance of the contacts and shall be agreed upon b K user.
Short test leads may be necessary for resistive loadS.{o minj stray -
capacitance. The leads shall have a cross-sectio > i at is
conducted from the test cables to the contact or

4.2 [Test circuit

is standard or |IEC 255-14,
tions, standard values, etc.,|shall
and table 1 of this standard, but jother
1 and 2, given in annex B, may also

The test circuit shall be in accorda &
respegtively, unless otherwise agreg¢d. The tes
preferpbly be selected from those given i%
valueg, e.g. lower voltages fo applicati
be use¢d.

The dclared v@of
a.c.) alue of cu i

4.3

The f
priate|g

4.3.1

a) | Energizing quantities

For making, breaking and cycling capacity tests, the relay shall be energized with the
rated values of input and auxiliary energizing quantities (+2 %). The value of the
energizing quantities for drop-out shall be stated by the manufacturer.

b) Polarities

Where polarities are not marked on the terminals of the input circuit and/or contact
circuits, the tests shall be made under the most severe conditions of polarity.
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Tableau 1 - Caractéristiques des circuits d’essai

Valeurs normales

Paramétre du Nature de la source Niveaux de )
circuit d’'essai d'alimentation service pour Tolérances Observations
les contacts
Courant Courant
continu alternatif
Tension Valeur préférentielles et autres O,1et2 +2 % Tension aux bornes de
valeurs spécifiées la charge y compris le
3 *5% contact fermé
Fréquence Valeurs +2%
nominales
normalisées
Charge L=0 Oet1 R Mistance de la
résistive harge en ¢hms
/\ L'est l'indugtance de la
AN char
ge en fenrys
R

u‘au mayjns
IRl

()
oL e
e, |4 omse | S\ \\\x

NN
Charge \> Seulement[sur demande
capacitive pour des c@is spéciaux.
non linéaire Voir aussi 4.1
. AN

hises.

Méme conditions que celles applicables pour les essais d’endurance mécgnique dans
- i sure

b) Grandeurs d’alimentation auxiliaires

Pour I'essai des pouvoirs de fermeture, de coupure et de manoeuvre, le relais doit étre
alimenté aux valeurs nominales (+2 %).

Pour le service ininterrompu d'un contact de travail, le relais doit étre alimenté a
la limite supérieure du domaine d’action (+2 %). La température ambiante doit étre a la
limite supérieure du domaine nominal.

¢) Polarité

Lorsque aucune polarité n’est indiquée sur les circuits d’entrée et/ou sur les circuits de
contact, les essais doivent étre faits dans les conditions de polarité les plus séveéres.
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Table 1 — Characteristics of test circuits

Standard values

Test circuit p Categories of
detail ower source application Tolerances Notes
for contacts

D.C. A.C.
Voltage Preferred and other specified 0,1and 2 2% Voltage across the load
values including the closed
3 +5 % contact
|
Freqllency Standard

rated values

Resigtive L=0 Oand 1
load

T\nce
ance

2and3

N\
A
COS Q5
Indugtive L and
ioad -5 =0.005s

A\
cos G20,4 \) 0,1
N

CapT:itive or \> On request only fof
non-linear special cases, see
load (\ also 4.1

A\

* Values other th O,Na Mble but shall be agreed upon between manufacturer and usef.

4.3.2

a)
THe €ame as those applicable for mechanical endurance test, in IEC 255-3, for mT,asur-

ing-relays-

b) Auxiliary energizing quantities
For making, breaking and cycling capacity tests, the relay shall be energized with the
rated values (£2 %).

For continuous duty of a make contact, the relay shall be energized at the upper limit of
the operative range (+2 %). The ambient temperature shall be at the upper limit of the
nominal range.

¢) Polarities

Where polarities are not marked on the terminal input circuit and/or contact circuits, the
tests shall be made under the most severe conditions of polarity.
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4.4 Critéres de défaillance d’un contact

255-23 © CEI:1994

Un contact en essai doit étre considéré défaillant lorsqu'un ou p|u31eurs des défauts

suivants se présentent:

a) il nest plus capable d'assurer le service demandé, ni de satisfaire
correspondants;

aux essais

b) il ne répond pas a l'une ou l'autre des caractéristiques énumérées en 4.4.2;

¢) il entraine un défaut dans n’importe quelle autre partie du relais.

4.4.1  Types de défauts

Défaut temporaire: défaut qui disparait de lui-méme. Pour les
correspond & une panne de relais selon 2.28.

Défaut permanent: défaut qui ne disparait pas de lui-m
cela correspond a une défaillance de relais selon 2.29.

4.4.2 Caractéristiques du défaut

vartg ou augmentation de la résistance
ntréle de la résistance de contact peut é
é¢xemple en mesurant la chute de tension
urant de charge circulant dans le contact.

au-delgd’'u
a I’ai

du contac

entre piécés de contact ouvert) selon 6.2 de la CEl 255-5.

h) Défaut de résistance d'isolement lorsque les valeurs des résistances
dantes tombent & une valeur inférieure a 0,1 fois la valeur spécifiée pour un
dans la partie correspondante de la CEl 255.

i)

périeures & celles admises pour leur classe (CEIl 85).

)

u-rien cela

out-ou-rien

is a temps
deux fois

passent les

de contact
tre effectué
aux bornes

gupporter la

ifiées pour
circuits ou

correspon-
relais neuf

Défaut de tenue en température si tout isolant associé atteint des températures su-

Signes de dommage et/ou de déformations permanentes ou de changements dans

les différentes parties composant les circuits de contact (par exemple, connexions) ou

d’autres parties du relais dus aux essais de contact.
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4.4 Criteria of contact failure

A contact under test shall be deemed to have failed when one or more of the following
conditions occur:

a) it is no longer capable of performing the duty claimed for it and relevant to the
particular tests;

b) it fails in any of the modes listed in 4.4.2;

¢) it causes consequential failure of any other part of the relay.

4 4 1 Tunoaa ok £ ils s pn
- - lyHGD VI TQIidrv

Tempprary failure: a failure which is self-correcting. For all-o this
corregponds to a relay fault according to 2.28.
Permanent failure: not self-correcting. For all-or-nothing rela relay

failurg according to 2.29.

4.4.2| Modes of failure
a) | All-or-nothing relays: operative range reduged.

b) [ Measuring relays (for characteri ipd time relays (for spegified

time): the error limits exceed twice

c) with
tol

d) limit.
Checking t be garried out using another method, for example,
by bwing
thr

e)

f)

9) stand
dig new
rel h 6.2

of

h) Insulation resistance failure, when relevant resistance values fall to a value below
0,1 times the value specified for a new relay in relevant parts of IEC 255.

iy Overheating, if any associated insulation reaches temperatures higher than the
appropriate class (IEC 85).

j) Signs of damage and/or permanent distortion or change in the component parts of
the contact circuits (e.g. ligaments) or other parts of the relay caused by the contact
tests.
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5 Détermination des caractéristiques des contacts

5.1 Généralités

Le constructeur doit indiquer les caractéristiques nominales des contacts en termes de
courant, tension, puissance, nombre de manceuvres et fréquence maximale de manceu-
vres, taux de défaillances, etc., dans les conditions d’essais indiquées.

Pour des applications de contact 0, 1 et 2 (voir annexe B), d'autres indications peuvent
étre données en plus des indications normales, par exemple limites inférieures de tension
et de courant, nombre de manoeuvres et taux de défaillances pour les valeurs de tension
et de courant fixées par accord entre constructeur et utilisateur.

puvre sont
d au moins
ir) de cha-
bs ou con-

Eme temps

bn peut étre

n cumulative

u relais.

- . un temps égal au facteur d'utilisation (voir 3.2.2) divisé par la fréquence
de mano e en prenant la valeur la plus faible des deux temps pour les gpplications
decontact 0, 1 et 2.

La charge doit étre résistive en courant continu ou en courant alternatif et le courant ne
doit pas étre coupé par le contact lui-méme mais par des moyens indépendants.

NOTE - Dautres valeurs peuvent étre convenues entre constructeur et utilisateur quand on utilise
d’autres circuits d'essai que ceux de I'annexe A et du tableau 1. En plus de la charge résistive, il y a lieu
de considérer en courant continu la charge inductive lorsque le temps de rebondissement est plus long que
la valeur L/R. Dans ce cas, il convient d’interrompre le courant aprés cinq fois la valeur L/R de la charge.
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5 Assessment of contact performance

5.1 General

The ‘manufacturer shall state the rated performance of the contacts in terms of current,
voltage, power, number of operations, maximum frequency of operations, failure rate, etc.,
under the declared test conditions.

For contacts of applications 0, 1 and 2 in annex B, other data can be stated supple-
mentary to the normal data, e.g. lower limits of voltages and currents, number of
operations and failure rate at values of voltages and currents as agreed upon between
manufacturer and user.

The requirements for make, break and cyclic duty concern each co
for comtinuous duty to not less than 50 % (or the nearest higher xg

NO

1
nece

at the

511

The cdg

by of

opdration,\whichgyer is the lower value for contact applications 0, 1 and 2.

The load shall be resistive for both d.c. and a.c. and the current shall not be interrupted by
the contact itself but by independent means.

NOTE - Other values may be agreed upon between manufacturer and user when using test circuits other
than those in annex A and in table 1. In addition to resistive load, inductive d.c. load may be considered
when the bounce time is longer than the L/R value. In that case, the current should be broken after five
times the L/A value of the load.
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5.1.2 Pouvoir de coupure

Le circuit doit étre fermé par des moyens indépendants et les contacts doivent couper le
courant approprié, la charge étant, sauf spécification contraire, inductive pour courant
continu ou alternatif.

5.1.3 Pouvoir de manceuvre

Les contacts doivent établir et interrompre le méme courant, sauf spécification contraire,
avec une charge inductive en courant continu et en courant alternatif (on utilisera normale-
ment les mémes conditions que pour ia détermination du pouvoir de coupure).

NOTE - En cas d’accord entre constructeur et utilisateur, on peut spécifier pour la fermeture un courant
plus élevé que pour la coupure.

6.1.4 Courant de service continu

e circuit doit étre fermé et ouvert par des moyens pécification
contraire, et les contacts doivent supporter le courant 8,8 nt résistive
en courant continu et en courant alternatif. L'essaji’doit 6 (Vi un temps

cts doivent

.2 Evaluation

a méthode rigaured ~ ‘ s caractéristiques des contacts {voir 5.2.1)
entraine inévita \ rable d'essais, mais peut fournir dgs résultats
ui repré actitide\les dcaractéristiques limites d’un contact dgnné. C'est

bourquoi doit- noxmatement déclarer les caractéristiques corregpondant a
a méthode.

tout-ou-rien, tout cela est & prendre en considérgtion si les
ité d’'un type de relais donné sont & déterminer, pouf utilisation
wel de fiabilité de I'équipement technique, ou si 'espérgnce de vie
elais\donné est a4 prendre en compte dans le cadre de 'assurpnce de la
¢ hdmologation et de contréle de conformité a la qualité). Dans|ce but, on
ptiliserasle isidérations de 'annexe E.

Dans certains cas les codts entrainés par la méthode rigoureuse peuvent ne pas étre
justifiés; mais lorsque les circonstances le permettent, il peut étre envisagé d'utiliser des
méthodes plus simples, par accord entre le constructeur et l'utilisateur. Un exemple d’'une
telle méthode simplifiée est donné dans I'annexe D.

Si une méthode simplifiée de détermination est utilisée pour I'obtention des caractéris-
tiques indiquées, le constructeur doit décrire sa méthode.
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5.1.2 Breaking capacity

The circuit shall be closed independently and the contacts shall break the appropriate
current with an inductive load, unless otherwise stated, for both d.c. and a.c.

5.1.3 Cyclic capacity

The contacts shall make and break the same current, unless otherwise stated, with
inductive load for both d.c. and a.c. (the conditions will usually be the same as for the
determination of breaking capacity).

NOTE - When agreed upon between manufacturer and user, a higher current for make than for break may
be gpecified.

5.1.4| Continuous capacity

The dircuit shall be closed and opened by independent meay

a.c. The test shall continue for sufficient time to ensuygé
contagts.

5.1.5| Short-time capacity

The ¢| s carry
the appropriate current for 1 s, unless otherw i h d.c.
and alc.

5.2 |Evaluation

olves
t the
state

The rigorous methog
a cornsiderable amo

perfofmance li 0
charapteristics

In the is comes into consideration if reliability charactefistics
of a gi n the reliability prediction of technical equipment are [to be
determime i ife expectancy of a given relay type is to be assessed within
the s¢ope oklis)quality gssurance (qualification approval tests and quality contormance
inspettion) e pdrposes, the statements given in annex E shall be applied.

in nee he 0 imnlicit in he riaoro a men Mm ale he | iable;

In sol e costs olic : 3
but where circumstances permit, it may be possible to use simpler methods by agreement
between manufacturer and user. One example of such a simplified method is given in
annex D.

If a simplified method of assessment is used as a basis for performance claims, the manu-
facturer shall describe his method.
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5.2.1 Méthode de détermination rigoureuse

La méthode rigoureuse de détermination des caractéristiques des contacts se rapporte
essentiellement aux essais d'évaluation, lors de la conception, de la durée de vie des
contacts. La détermination lot par lot des caractéristiques des contacts pour I'assurance
de la qualité peut faire I'objet d’'un accord entre constructeur et utilisateur. La CEl 410
peut étre utilisée comme base.

5.2.1.1 Méthode de détermination de base

Une telle détermination est exigée pour tous les essais conformément & 5.2.1. La signifi-
cation de cette détermination est décrite a 'annexe C.

Le nombre

a) Sauf spécification contraire, 20 circuits de contact doivent gtre essayés
i correspond a

de manoeuvres déclaré doit étre inférieur au nombre de
la premiére défaillance.

e (voir 4.4)
$ circuits de

20 contacts
onner sans

88 %.

iabilité ayant

e confiance

de” tirer des conclusions par voie statistique avec un| niveau de

ment élevé et de maintenir les colts des essais aussi bas gue possible,

les e3sais doiverit étre poursuivis de préférence jusqu’a ce que la majorité des contacts
ou respettivement des relais de I'échantillon soient devenus défectueux oj, si aucun

défaut n'apparait, jusqu’a au moins trois fois le nombre de manceuvres déclaré.

5.2.2 Méthode de détermination simplifiée

Voir Fexemple de 'annexe D.
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5.2.1 Rigorous method of assessment

The rigorous method of assessing contact performance refers essentially to the design
evaluation testing of contact life. Lot-by-lot assessment of contact performance for quality
assurance may be covered by agreement between manufacturer and user. IEC 410 can be

used as a basis.

5.2.1.1 Basic assessment

An assessment in this form is required of all proving tests in accordance with 5.2.1. The
significance of this assessment is described in annex C.

a) [Unless otherwise declared, 20 contact circuits shall be tested. The clai
of gperations shall be less than the number of cycles giving the fir i

A dlaim corresponding to the number at first failure (se¢/4.
apgroximately 89 % (i.e. less than 11 % of similar contagct citcuits wQu

If oply one failure occurs before the claimed numbe( of cycies, rther contacts
‘ fnln@ up to at least the clgimed

be |tested. These contacts shall gperate
number of cycles.

In this case, for a confidence level ¢

b) [Alternatively, the
corffidence levels, bu

will be approximately 88 Jo.

ed nuLnber

ility of

claim

shall

pther
iopship

betiween sample with
anrnex C.
5.2.1.2
Furthg
In ord 3 ta istigal inferences possuble at a sufficiently high confldence Ievell and
to kejp 3 bst of
the ¢ , lup to
at lea

5.2.2 Simplified method of assessment

See example in annex D.
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6 Présentation des caractéristiques

Lorsque des informations détaillées concernant les caractéristiques des contacts doivent
étre fournies, elles peuvent étre présentées sous forme de famille de courbes, de préfé-
rence a échelles logarithmiques (voir figure 2) ou sous forme de tableaux appropriés.

~

ou

N est e nombre spécifié de cycles } i{ des’contacts;
! est le courant du contagt.

NOTES
1 1l convient de prendre des i qu’'un nombre de points suffisant gnt été utilisés

2 U convient d'assure mentaires 4 ces courbes ou tableaux [(par exemple
alt 2 ive od réactive, fréquence de manceuvre, niveau| de confiance

des caractéristiques des contacts (exemple)
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6 Presentation of performance

When detailed data concerning contact performance is required, it may be presented as a
family of curves, preferably using logarithmic scales (see figure 2) or in suitable tables.

N
=

whiere
U1 U2 and U3 are the test voltages (see clause
N {s the claimed number of contact cycles;

I iIs the contact current.

NOJTES

1 | Care should be taken to ensure thai a s R ng the
abdve curves.

2 | Additional data should §soci 3 tables (e.g. a.c. or d.c., resistive or inductive
loadl, frequency of opepati
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Annexe A
(normative)

Circuit d’essai normalisé

Contact de commande

Circuit de contact en essai

255-23 © CEIl:1994

< 0

Z
s

Source du circuit d’essai

—t Sdance.
L

Essais de fermeture

Rs = résistance

Source
de tension

0,1et20u
Zs < 0,027 (c.a.)

Application de contact

Rs <0,02R (cc) Rs<005R

Zs < 0,052

Essais de coupure
et de manceuvre

N, AB . - . g .
¢ —pg~ sera déterminée sur le tracé du cycle d'hystérésis au point de fa
gle (b) a la distance AB a la droite idéale (a) et tangente a la courbe de ¢

CEl 859194

b, Y compris
mal spécifié

nctionnement B
émagnétisation

H ()

7

314174

Figure A.2 — Détermination de la non-linéarité AB/B
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Annex A
(normative)

Standard test circuit

Contact circuit under test

—————————

Control switch

[}
1
<0 g o

Break
and cyclic tests

Make tests

Test source

o

Voltage
source

For stindard values and tolerances for —Lﬁ-

A1

“5 1 ee

B
Rs = resistance

Contact application
0,1and 2 or -3

Zs < 0,022 {ac) Zs<0,05Z
Rs < 0,02R (dc.) ARs<005R

Load resistors

The pon-linearity of
excepd 2 %.

A.2

The non-linearity
fluence from tRe

b) \at-thexd

1EC 859194

B . . . -
e —AB— shall not exceed 2 %, including maximum in-
ds with defined minimum air-gap and series resigtance

“"is to be determined in the hysteresis loop at the working point B by drawing
AB to the ideal line (a) and tangential to the switch-off curve of the inductgr:

istanc

) (5
At? (a)
B
/ f i H (i)
7 / !

314{74

Figure A.2 — Determination of non-linearity AB/B


https://iecnorm.com/api/?name=5db972e8b11f94614d5a511552f98248

- 36 - 255-23 © CEI:1994

A.3 Conducteurs et schéma d’essai

Si 1a source d’essai est mise a la terre par un de ses péles, le contact en essai doit
étre relié au péle qui donne les plus sévéres conditions (le plus long temps d’arc). Voir
également 4.3.1 b) et 4.3.2 ¢).

La longueur des conducteurs du circuit d’essai peut affecter les caractéristiques fonction-
nelles des contacts (voir aussi 4.1 0)) et doit étre fixée par accord entre constructeur et
utilisateur.

Les énoncés donnés dans la CEl 255-14 et la CEl 255-15 doivent s’appliquer d’'une

MAaniAra nrAfArantinlia
Hoa e C-preterenttonts

@%
&
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A.3 Test leads and scheme

If the test source is earthed at one pole, the contact under test shall be connected in the
pole which gives the most severe conditions (the longest arcing time). See also 4.3.1 b)
and 4.3.2 c¢).

The length of the test circuit leads can affect the contact performance of the contacts
(see also 4.1 0)) and shall be agreed upon between manufacturer and user.

Preferably, statements given in IEC 255-14 and IEC 255-15 shall be applied.

o
&
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Annexe B
(normative)

Catégories d’application de contact

B.1 Un contact peut étre utilisé dans plus d’une application avec des valeurs inter-

médiaires qui doivent étre indiquées dans la spécification en vigueur.

EXEMPLE:

— limites de tension: 14V < U< 27 V;
— limites de courant: 2 mA < /< 15 mA.

U=20,5V: I=28,5mA (valeurs moyennes),

Contact caractérisé par une ten
de 10 mA.

B.3 Application

Contact caracté
entre 10

Contact caractérisé par une tension comprise entre 5 V et 600 V, et un cour

mables & la

nt:

g de 30 mV et un courgnt maximal

ant compris

ant compris

ant compris

emire U,T A el TUU AL
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Annex B
(normative)

Categories of application of contacts

B.1 A contact may be used in more than one application with intermediate values which
shall be stated in the relevant specification.

EXAM

B.2 (

A con
currer

B.3 (

A con
currer

B.4 (

A con
currer

B.5 ¢

A corj

PLE:

14V < U< 27 V;
current limits: 2 mA < /<15 mA.

voltage limits:

this example, the intermediate values for appropriatg co

20,5V: [=8,5mA (mean values),
ch are not covered by only one contact applica

Contact application 0 (CAD)

act characterized by a maximu V and a maximum co

t of 10 mA.

Contact application

between 30 mV and 60 V, and a co

ntact

ntact

ntact

tact characterized by a contact voltage between 5 V and 600 V, and a cg

curre

tbetween U,1T A ana 10U A.

ntact
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100
< 10
s CA3
5 CAZT |
e N
CAl Q \ %
0,01
&\ %
N
SR
p 6 250 600

1 100 1 000
ot n

CEl 8601

applications de contacts
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100
< 1 CA3
g
% 1
g CAZ
8 0,1 - (
CAl | <
0,01 \
- N
1 CAO B Q:\ \\>
) , 0 0 600
oo <:i§ <i> i 1 000

act applications
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Annexe C
(normative)

Evaluation des résultats d’essais

C.1 Introduction

Les déclarations de caractéristiques de contacts sont, en général, basées sur les résultats
d’essais d’ensembles de contacts similaires ou des relais. De tels essais sont nécessaire-

les caractéristiques d’'un nombre potentiellement grand d’ense
essais sont destructifs, ne peuvent étre complétement essayés

«Les caractéristiques annoncées (ou des meilleures) % de tous
les cas, ce qui signifie une fiabilité de x %. Cette affi niveau de
confiance de y %.»

Cependant, d’autres déductions valables (peyws s résultats
d’essais. Lorsqu’un constructeur désire fai 3 im arations de
caractéristiques, les preuves ! s¢es devront
manifestement étre plus comp ;ius bas est
[faite. C’est pourquoi le paragrap taires pour

déterminer les caractéristiques/{(voir p base et la

C.2 Déterming

La déterm < défaillance
dans la ség 32 aissant au-deld du nombre de manceuvres d¢claré et ne
présum i ques, c'est
une m

Le~tableau €4 donne les pourcentages maximaux estimés de p de la population qui

seraie ' ants\dans des circonstances identiques d’essais et de conception avec un

C.1 — Relation entre taux de défaillance, niveau de performgnce
et taille de I’échantilion

"Taille de Valeur maximale de p (en %) pour

I'échantillon un niveau de confiance y de:
n 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
10 6,7 8,7 11,3 14,9 20,6
20 3,4 4,5 5,8 7,7 10,9
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C.1 Introduction
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Annex C
(normative)

Assessment of test results

Claims of contact performance are, in general, based on the results of tests of similar
contact assemblies or relays. Such tests are necessarily made on a limited number of

the fol

"The 4

reliabili

which
lower
to asg
asses

C.2 I

The i
sequ
partic

those claims are to be based
claim is made. Subclause 5.2.9
sessing the performance, refer
sment.

Basic assessm

n

of a
bt be
ce in

ns a

upon

dches

test

d number of operations and does not assume any

ased

on thg fi
Table od maximum percentages p of the population which would fail
under staces of test and design and at a given confidence level v.
Tabte’C.1 — Relation between failure rate, confidence level
and sample size
Sample Maximum value of p (in %)
size for a confidence level v of:
n 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
10 6,7 8,7 11,3 14,9 20,6
20 3,4 45 5,8 7.7 10,9
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EXEMPLE:

On peut dire avec un niveau de confiance y de 90 %, que la population dont un échantition
de 20 contacts est représentatif ne présentera pas plus de 10,9 % de défaillances en
dessous du nombre de fonctionnements auquel la premiere défaillance apparait dans
I'échantillon.

Les informations du tableau C.1 peuvent étre étendues en se servant de la formule suivante:

(C.1)

avant les
ompte des

roissant du
hacune en
5 médians»

be obtenue
3 3 le plus de
possibilités est I'utjli aNdi i onvenable-
ment les param@ires)\per {

(C.2)

défaillance

ine propor-

tion de défaillance de 63,2 %);

o—estieparamétredeposition:nombre—de—cycles—defonctionnementjusqu’auquel il
ne peut pas se produire de défaillance; en général, a = 0;

B est le paramétre de forme: B représente la pente de la courbe de distribution de
Weibull.

Le taux de défaillance (fonction de risque) correspondant a la distribution de Weibull est
défini par la fonction:

q= _/g— (_/\%V_) P-1 (pour o = 0) (C.3)

c Cc
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EXAMPLE:

It can be said with a confidence level ¥ of 90 %, that the population of which the sample
of 20 contacts is representative will contain not more than 10,9 % failures at the number of

cycles

below that at which the failure in the sample occurs.

The data in table C.1 may be extended by the use of the following formula:

p \n
1-{1- —
r=1-(1- 505)

(C.1)

Referg

C3 Ek

Since

genertlized system of analysis shall be used which can ta

and id

In the
cycles
plot in

When
for an
Weibul

of possi

nce can also be made to standard textbooks, etc. (see clause C.4Y.

xtended assessment (by graphical methods)
the pattern of failure distribution may not be know

ntify them when possible.

The Wei

les at contact failure;

is the'scate_patameter: the characteristic value of N (at 63,2 % failures);

e tests, a

terns

ble to

used
f the
ange

C.2)

o

IS the location parameter: the number of Tycles up to which o faitures—can

generally o = 0;

B

is the shape parameter: B indicates the slope of the Weibull distribution.

The corresponding Weibull failure rate function (or hazard function) is given by:

__B ( N)B“ (for o = 0)

ccur;

(C.3)
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Il en résulte que le taux de défaillance décroit lorsque B < 1 (défaillances précoces), qu’il
reste constant lorsque B = 1 (défaillance a taux constant) et qu’il croit lorsque B >1
(défaillance d'usure). En conséquence, la pente B de la courbe de distribution de Weibull
permet de distinguer:

— les défaillances précoces;
— les défaillances aléatoires;
~ les défaillances d'usure.

La figure C.1 représente un graphique de probabilité de Weibull vierge.

Le papier de probabilité de Weibull est dérivé de la fonction de distribution de Weibull, de
a maniere suivanie:

1= F(N) = exp {— ( (C.4)

(C.5)

distribution
ne échelle

1
spondanteside inIn "y F(N) et , en haut| les valeurs
desséchelleddinéaires.

A droite, figurent lg
correspondante

Si N = N@o

n —1 -
1 - F(N)

FIN)=1- Le = 0,632

&'zéro de I'échelle linéaire verticale de B correspond a une prpportion de
défaillante 53,2 %, comme le montre le trait interrompu. On peut ainsi estimer la valeur
caractéristique N_.

Le point (1;0) des échelles linéaires correspond a:
in N=1In Nc =1

d'ou il résulte que toute droite passant par ce point (1;0) coupe 'axe vertical (pour lequel
In N =0) en un point d’ordonnée B (voir la figure C.2).

Inin — 1 —BInN-PB=-B(avecin N=0)

On peut lire 1a valeur B sur I'échelle verticale de droite.
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From this, it can be seen that the failure rate decreases when B < 1 (early failures),
remains constant when B = 1 (random failures) and increases when f >1 (wear-out). So
the slope B of the Weibull distribution plot enables one to distinguish between:

- early failures;
— random failures;
—~ wear-out failures.

Figure C.1 shows a blank Weibull probability chart.

Weibull probability paper is derived from the Weibull distribution function in the following

way:
1 - F(N) = exp {- (_N.) B] (C.4)

or
1
1= F(N)

inin (C.5)

So a linear relationship exists between In In

To olhtain a straight line as a Weibwli p i ouble
logarithmic scale on the vertical axis and a si yarithmic axis.

On the right are the corrg bnding

values of In N, on lingar

MJnmgﬁg

fN=

HM=1-i%=05w

There e vertical linear scale of B corresponds with 63,2 % failur¢s, as
showf by the dotted line. In this way, the characteristic number of operations N, cgn be
estim

The point (1;0) on the linear scale corresponds to:
INnN=InN_ =1

from which it follows that every straight line through (1;0) intersects the vertical axis (at
which In N =0) at a distance § from the origin [0.0] (see figure C.2).

1 _ _B=_ ; -
IMn1_HM BInN-B=—B (within N=0)

The value of § can be read from the right-hand vertical scale.
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Pour 'estimation de la moyenne p et de I'écart type o de la distribution des défaillances,
on se reportera aux monogrammes figurant a I'extréme droite et a ceux figurant au-dessus
du papier de probabilité. Cela est possible grace au fait que ;:, et I(\SI sont fonction de
B seuiement.

[ [

La probabilité cumulée déduite de la valeur moyenne p et I'écart type o doivent étre
précisés dans la spécification en vigueur. On doit utiliser de préférence une probabilité
cumulée de 60 % ou 90 %.

EXEMPLE:

Pendant un essai de durée, les défaillances se sont produites comme indiqué dans le
tableau ci-aprés (effectif de I’échantillon n = 20 contacts ou relais respectivement).

Tableau C.2 — Enregistrement de defailla
d’un essai de durée (exemple

i N (x 10° cycles)/\\ \\ }%ing gdian x [100 %
\ \) 3.4%

8,3 %
13,1 %
18,1 %
23,0 %
27,9 %
32,8 %
37,7 %
42,6 %
47,5 %
52,3 %

L IS0 NO A WD

médian (m.r.) en se reportant au tableau C.3 ou, si|I'effectif de

mr. = 4-03 (C.6)
n+0,4

Les valeurs concernant P'exemple sont données dans la troisi¢me golonne du
fableau C.Z.

b) Porter sur le graphique de probabilité de Weibuli (figure C.2) les rangs médians
ainsi obtenus en regard du nombre correspondant.

c) Sipossible, ajuster une droite a I'ensemble des points.

NOTE - S'il n'est pas possible de tracer une simple droite, il est probable qu'il existe plusieurs causes de
défaillances.
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The mean p and the standard deviation ¢ of the failure distribution can be estimated by
using the nomograms shown to the extreme right and above the probability paper. This is

possible because i and o are functions of § only.
Nc Nc

The cumulative probability derived from the mean value p and the standard deviation ¢
shall be stated in the relevant specification. Preferably, the cumulative probability of 60 %
or 90 % shall be applied.

EXAMPLE:

In a life test, contacts or relays respectively failed according to the following table (sample
size n= 20 contacts or relays respectively).

Table C.2 — Record of failures in a life test (ex<\e)

AN
N (x 10° cycles) /\ \ \}h\a\r\k\?&)%

2,7 \ %
3.4 8.3 %
4,4 > 13,1 %

—~.

5,2 18,1 %
23,0%
27,9 %
32,8 %
37,7%
42,6 %
47,5 %
52,3 %

O 00NN =

10
11

No fallures up t
9,7 x 10° cycle

from table C.3 or, if the sample size n is not given there,

= =03 (C.6)
n+0,4

Thewalues for the example are given in the third column of table C.2.

b) Plot the median ranks at the corresponding number of cycles on the Weibull pro-
bability chart (figure C.2).

c) Fit, when possible, a straight line to the plots.

NOTE - If a single straight line cannot be drawn, it is probable that more than one failure mechanism
exists.
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d) Estimer la durée de vie caractéristique (N,) comme I'intersection de 1a ligne tracée
avec la ligne «63,2 %»:

N, =93 x 10° cycles de fonctionnement

e) Mener une ligne paraliéle par (1;0). L'intersection avec la ligne verticale menée par
I'origine donne: paramétre de forme: § = 2,6.

La cause des défaillances est I'usure puisque f > 1.

f) Sur le monogramme, on lira:

I

P o nnr-
= 0,89 ¢t =0;365

NC NC
d’ou il résulte:
- moyenne: p = 0,89 x 9,3 x 10° = 8,3 x 10° cycles de

- écarttype: 6 = 0,365 x 9,3 x 106 = 3,4 x 10% ¢cyc

S
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d) Estimate the characteristic life (N,) at the intersection of the drawn line with the
"63,2 %" line:

N, =9,3 x 10° cycles

e) Draw a parallel line through (1;0). The intersection with the zero vertical axis gives:
shape parameter: § = 2,6.

The failure mechanism is due to wear-out, since § > 1.

f) From the nomogram, read:

Bo_ ° _
N = 0,89 and N 0,365

A7

fronln which:
— |mean:p =0,89 x 9,3 x 10° = 8,3 x 10° cycles;
_ |standard deviation: o = 0,365 x 9,3 x 10% = 3,4 x 10° cycles\

@%
o
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Tableau C.3 - Rangs médians (m.r.) correspondant
aux effectifs d’échantilions indiqués

'::";2;;;::1‘2: Effectif de I'échantilion n
i 10 15 20 30 40 50

1 6,7 45 1,4
2 16,2 10,9 3.3
3 25.9 17.4 5,3
4 35,5 23.9 7.3
5 452 305 9,3
6 548 37.0 11,3
7 64,5 435 13,3
8 74.1 50,0 15,2
) 838 56,5 17,2
10 03,3 63.0 19,2
11 69.5 21,2
12 76,1 23,2
13 82,6 25.2
14 89,1 27,2
15 95,5 29,1
16 31,1
17 33,1
18 35,1
19 a7.1
20 < 39,1
21 411
22 43,0
23 450
24 47.0
25 49,0
26 51,0
27 53.0
28 55.0
29 57,0
30 58,9
31 60,9
32 < 62.9
33 64.9
66,9

35 68.9
6 71.0
72,0

38 748
76,8

40 78.8
41 80.8
42 82.8
43 84.8
44 86,8
45 88,7
46 90,7
47 92.7
48 94,7
49 96.7
50 98.6

La valeur approchée du rang médian est donnée par la formule:

m.r. = =93 (i = nombre cumulé de défaillances)
n+0,4
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Table C.3 - Median ranks (m.r.) at the tabulated
sample sizes

Cumulative .
number of failures Sample size n
i 10 15 20 30 40 50
1 6,7 4.5 3,4 2,3 1.4
2 16,2 10,9 8,3 55 3,3
3 25,9 17,4 13,1 8,8 5,3
4 35,5 23,9 18,1 12,1 7,3
5 45,2 30,5 23,0 154 9,3
6 54,8 37,0 27,9 18,7 11,3
7 64,5 43,5 32,8 22,0 13,8
8 74,1 50,0 37,7 253 15,p
9 83,8 56,5 42,6 28,6 17,
10 93,3 63,0 47.5 31,9 P
11 69,5 52,5 35,2 218
12 76,1 57,4 3,p
13 82,6 62,3 > 25,p
14 89,1 67,2 27,2
15 ' 95,5 72,1 29,1
16 77,0 31,0
17 81,9 33,0
18 86 35,11
19 7 37.1
20 96, 39,
21 41,11
22 L 43,0
23 45,0
24 47,0
25 49,0
26 \(\ 51,0
27 53,0
28 55,0
29 57,0
30 O 58,9
31 60,9
32 62,9
33 64,9
34 66,9
35 > 68,9
3 71,0
72,0
38 K 74,8
39 76,8
40 78,8
44 80,8
42 82
43 84,8
44 86,8
45 88,7
46 ’ 90,7
47 92,7
48 94,7
49 96,7
50 98,6
The median rank can be approximated by the formula:
m.r. = =03 (i = cumulative number of failures)
n+04
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C.4 Documents de référence

Pour I'étude de la théorie détaillée relative & ce sujet, la bibliographie suivante est
recommandée:
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